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Przedmiotem niniejszego wynalazku jest urzg-
dzenie do badania elementéw magnetycznych
zwlaszcza rdzeni lub ramek pamieci ferrytowych,
ktérego cze$é sterujaca jest wyposazona w tran-
zystorowy uklad formujacy, umozliwiajacy uzy-
skanie impuls6w trapezowych o niezaleznym cza-
sie narastania i opadania oraz w blok eliminujgcy
wplyw zmiany oporno$ci w obwodzie wyjSciowym
na amplitude pradu sterujgcego (przelaczajacego)
rdzen lub ramke pamieci ferrytowej.

Badanie rdzeni ferrytowych lub ich zespoléw
stanowigcych ramki pamieci ferrytowych polega
na okresowym przelgczeniu stanu magnetycznego
rdzenia, umieszczonego na igle. glowicy pomiaro-
wej lub bezposSrednio w badanej ramce pamieci
ferrytowej oraz badaniu jego odpowiedzi, stano-
wigcej przebieg napieciowy 'w obwodzie wtérnym
transformatora zbudowanego na rdzeniu. Do tego
rodzaju badan stosuje sie¢ obecnie urzadzenia, kté-
re wytwarzajg impulsy przelaczajagce, wyposazone
we wzmacniacze lampowe, ktérych zasadniczg wa-
da jest ich czulo§¢é na zmiany oporno$ci w ob-
wodzie pomiarowym powodujgce zmiany ampli-
tudy pradu sterujacego.

Powyzsza cecha urzgdzenn spowodowana ich sto-
sunkowo niewielka opornoicia wewnetrzng wpty-
wa na zmniejszenie doktadnosci ich dzialania, gdyz
zmiany opornoéci w obwodzie pomiarowym ele-
menté6w magnetycznych sg spowodowane warun-
kami technicznymi, na przyklad zmieniajacg sie
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opornoScig na styku elementu doprowadzajacego
prad sterujgcy do rdzenia lub ramki pamieci fer-
rytowej. Ponadto znane dotychczas urzadzenia te-
go typu uniemozliwiaja zbadanie jednoznacznej
odpowiedzi badanego elementu magnetycznego na
zadany impuls przelgczajacy o dowolnym ksztal-
cie trapezowym, gdyz wytwarzajg impulsy jedy-
nie o zmiennym przebiegu narastania, ktére po-
nadto nie majg charakteru $ciSle liniowego. Cha-
rakteryzuja sie one réwniez stosunkowo zlozong
budowsa, zawierajgcg duzg ilo§é elementéw elek-
trycznych wplywajgcych na zamniejszenie ich pew-
noSci dziatana i wymagajacych duzej mocy zasi-
lajacej.

Powyzsze wady i niedogodno$ci usuwa urzadze-
nie do badania elementéw magnetycznych zwla-
szcza rdzeni lub ramek pamieci ferrytowych we-
diug wynalazku, ktérego cze$é sterujaca sklada
si¢ z tranzystorowego ukladu formujgcego, ktéry
umozliwia niezalezng regulacje przebiegu nara-
stania i opadania impulsu i zapewnia jego &cisle
liniowy charakter oraz z bloku kohcowego o du-
zej opornoSci wewnetrznej eliminujgcego wplyw
zmian oporncfci w obwodzie pomiarowym na am-
plitude impulsu pradu przelgczajacego (sterujg-
cego).

Regulacje przebiegu narastania i opadania im-
pulséw uzyskano w ukladzie formujacym urzadze-

“nia wediug wynalazku przez wljczenie miedzy

baze i kolektor jednego z tranzysteréw ukladu
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kondensatora ladowanego przez regulowang opor-
no§¢ wilgczong w obwdd kolektora tegoz tranzy-
stora, a roztadowywanego przez regulowang opor-
no§¢ wlaczong w obwdd kolektora drugiego tran-
zystora. Natomiast liniowy charakter tych prze-
biegéw uzyskano przez wlaczenie w obwdéd regu-
lowanej oporno$ci poprzez ktéra nastepuje wspom-
niane ladowanie diody i kondensatora, za§ wysoka
oporno$é bloku korficowego uzyskano przez zasto-
sowanie tranzystora wyjSciowego pracujacego w
ukladzie o wspélnej bazie.

Dzieki mozliwo$ci regulacji przebiegu narasta-

nia i opadania impulséw i ich liniowemu charak-
terowi uzyskano mozliwo$é jednoznacznego bada-
?m.slementnw .magnetycznych za pomoca impul-
ao& ‘trdpezawych O dowolnym ksztalcie.
5 Urzadzenie wedlug wynalazku stanowi przy tym
stosunkowo prosty tklad elektryczny, zawierajacy
' znaczrﬁe 'ﬁ’lmé] elementow w poréwnaniu do zna-
nyeh - uraqdaes. Jaigowych, dzieki czemu jest pew-
niejsze w dzialaniu, a réwnoczeénie wymaga zna-
cznie mniejszej mocy zasilajgcej oraz jest lzej-
sze i tafnsze w poréwnaniu do tych urzgdzen.

Wynalazek jest przykiadowo wyja$niony na ry-
sunku, na ktérym fig. 1 przedstawia ogélny sche-
mat urzadzenia do badania elementéw magne-
tycznych zwlaszcza rdzeni ferrytowych, fig. 2 —
schemat blokowy cze$ci sterujacej tego urzadze-
nia, fig. 3 — jej przykladowy schemat elektrycz-
ny, fig. 4 — ksztalt impulsé6w wejSciowych w prze-
kroju A—A, a fig. 5 — ksztalt impulséw wyjscio-
wych w przekroju B—B.

Urzadzenie do badania elementéw magnetycz-
nych, zwtaszcza rdzeni lub ramek pamieci ferryto-
wych wedlug wynalazku sklada sig z dwéch pod-
stawowych czeSci: (fig. 1) z czeSci sterujacej I,
ktorej zadaniem jest wytworzenie trapezowych
impulséw sterujgcych o nastawianych czasach na-
rastania i opadania i regulowanej amplitudzie,
z glowicy pomiarowej II, w ktérej jest umieszczo-
ny badany rdzen 1 oraz z cze$ci pomiarowej I,
majacej na celu badanie przebiegu napieciowego
odpowiedzi rdzenia,

Cze$é sterujaca I urzadzenia wedlug wynalazku
(fig. 2) sklada sie z ukladu formujgcego A i blo-
ku konicowego B

Uklad formujgcy A, ktérego przykladowy sche-
mat jest przedstawiony na fig. 3, sklada sie z
tranzystora T1, na ktoérego baze podawany jest
prostokatny impuls wejSciowy (fig. 4), za§ w ob-
woéd kolektora wiaczony jest regulowany opor-
nik R1 oraz z tranzystora T2, ktérego baza jest
polaczona z kolektorem tranzystora T1, za§ w ob-
wod kolektora wlgczony jest regulowany opor-
nik R2. W celu uzyskania okre§lonego zakresu
regulacji czasu narastania i opadania impulséw
miedzy baze tranzystora T2 i jego kolektor wia-
czony jest kondensator Cl1 tadowany przez regu-
lowany opornik R2, a rozladowywany przez re-
gulowany opornik R1, za§ w celu uzyskania linio-
wego charakteru przebiegéw impulsu w obwodzie
kolektora tranzystora T2 umieszczona jest dioda
krystaliczna D1 oraz kondensator C2 wilgczony
miedzy katode tej diody i emiter trzeciego tran-
zystora T3.
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Tranzystor T3, ktéry pracuje w ukladzie wspdl-
nego kolektora jest wlaczony bazg na kolektor
tranzystora T2, przy czym migdzy jego baze i emi-
ter wilgczona jest dioda krystaliczna D2, za§ w
obwdd emitera — potencjometr P1 sluzgcy do re-
gulacji amplitudy otrzymywanych impulséw.

Na wyj$ciu B ukladu formujgcego uzyskuje sie
impuls trapezowy (fig. 5) o nastawianym czasie
narastania §  za pomoca regulowanego oporni-
ka R2, i czasie opadania t0 za pomocg opornika Rl
oraz amplitudzie U regulowanej za pomocg po-
tencjometru P1. Przebiegi tego impulsu majg przy
tym $ciSle liniowy charakter.

Do wzmocnienia otrzymanego impulsu, a réwno-
czeSnie wyeliminowania wplywu zmian oporno$ci
w obwodzie pomiarowym glowicy II na amplitude
impulsu pradu przelaczajgcego stuzy blok kofico-
wy B o duzej opornosci wewnetrznej. Blok ten
skiada sie z pracujacego w ukladzie wspdlnego
kolektora tranzystora T4, na ktoérego baze jest:
wiqczone wyjsScie B ukladu formujgcego, za$§ emi-
ter cbcigzony oporem R3 jest wlgczony na baze
tranzystora T5. W obwdd kolektora tranzystora T35
wlaczony jest tranzystor T6, zapewniajacy duza
oporno$¢ wyjsciowg ukltadu, za§ w obwdd jego
emitera opornik R4 stanowigcy ujemne sprzezenie
zwrotne, ktére zapewnia dokladne przenoszenic
ksztaltu impulsu sterujagcego. W obwdd kolektora
tranzystora T6 jest wigczona glowica pomiarowa
II z umieszczonym w miej rdzeniem 1 lub ramka
pamieci ferrytowej. Zmienna oporno$é stykéw
w obwodzie glcwicy pomiarowej nie oddziatywuje
na amplitude pradu przelaczajacego, gdyz jest
bardzo mala w poréwnaniu do oporno$ci wewne-
trznej bloku koncowego B.

Dzialanie opisanej wyzej czeSci sterujgcej urza-
dzenia do badania elementéw magnetycznych jest
nastepujaca. W przypadku braku impulsu na
wejSciu ukladu formujgcego A tranzystory T1
i T3 znajduja sie w stanie odciecia, za$§ tranzy-
stor T2 w stanie nasycenia. Podany na wejScie
impuls prostokatny (fig. 4) o polaryzacji dodatniej
wprowadza tranzystor Tl w stan nasycenia, przy
czym napiecie na jego kolektorze spada w przy-
blizeniu do zera, wskutek tego kondensator C1
jest ladowany poprzez diode D1, regulowany opor-
nik R2 oraz przewodzacy tranzystor T1, przy czym
stala czasowa (R2, Cl) odpowiada czasowi narasta-
nia t, impulsu. Po naladowaniu kondensator C1
utrzymuje swe stale napiecie, az do momentu, gdy
zakonczenie impulsu wejSciowego (fig. 4) spowo-
duje odciecie tranzystora T1 i nasycenie tranzy-
stora T2. Wskutek tego kondensator Cl1 roziado-
wuje sie w obwodzie regulowanego opornika“ R1
i tranzystora T2, przy czym stala czasowa (R1, C1)

odpowiada czasowi opadania t, impulsu.

Dzialanie czeSci ukladu majgcej ma celu utrzy-
manie liniowego charakteru przebiegéw narastania
i opadania impulsu sterujacego jest nastepujace.
Przy braku impulsu wejSciowego kondensator C2
naladowany przez diode D1 zapobiegajacg jego
roztadowaniu w momencie odciecia tranzystora T2
i potencjometr P1 zwicksza napiecie tadowania
kondensatora C1. Dzigki temu wykorzystywany
odcinek krzywej tadowania (oznaczony na fig. 5
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linig ciagla) i krzywej rozladowania jest z du-
zym przyblizeniem liniowy. Uzyskany na wyj-
Sciu B ukladu formujgcego impuls trapezowy,
ktorego amplituda jest nastawiona potencjome-
trem P1, za§ czasy narastania t{, i opadania ¢,
regulowanymi opornikami R2 i R1 jest wzmacnia-
ny w znany sposéb w bloku koncowym i poda-
wany na glowice pomiarowg II, powodujgc przela-
czenie stanu magnetycznego umieszczonego w niej
badanego rdzenia ferrytowego. )

Urzadzenie do badania elementéw magnetycz-
nych wedlug wynalazku moze znalezé zastosowa-
nie zwlaszcza do badania rdzeni ferrytowych lub
ramek pamieci ferrytowych.

Zasirzezenia patentowe

1. Urzadzenie do badania elementéw magnetycz-
nych, zwlaszcza rdzeni i ramek pamieci fer-
rytowych zlozone z czeSci sterujgcej wytwa-
rzajacej trapezowe impulsy przelaczajace,
glowicy pomiarowej oraz z czeSci pomiarowej
do badania przebiegéw napieciowych odpowie-
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dzi badanego rdzenia, znamienne tym, ze jego
cze$é sterujaca jest wyposazona w tranzystoro-
wy uklad formujacy (A), zaopatrzony w kon-
densator (C1) wlaczony miedzy baze i kolektor
tranzystora (T2) i ladowany przez regulowany
opornik (R2) wlaczony w obwdd kolektora tego
tranzystora (T2), a rozladowywany przez Opor-
nik regulowany (R1) wlaczony w obwdd ko-
lektora tranzystora (T1).
Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,
ze w obwdd kolektora tranzystora (T2) jest
wigczona dioda (D1), a miedzy jej Kkatodg
i emiter tranzystora (T3) pracujacego w ukla-
dzie wspdlnego kolektora jest wilgczony kon-
densator (C2) zwigkszajacy napiecie ladowania
kondensatora (C1).
Urzadzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne
tym, ze jest zaopatrzone w blok korficowy o du-
zej opornosci wewnetrznej zlozony z tranzysto-
ra (T4), na ktérego baze jest wlgczone wyjscie
ukladu formujacego (A), za§ emiter jest wla-
czony na baze tranzystora (T5), ktérego kolek-
tor steruje tranzystor wyjsciowy (T6) pracuja-
cy w ukladzie wspolnej bazy.

II)
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